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' Przedmiotem wynalazku jest defektoskop ul-
tradZwiclkowy przezmaczony do badania mate-
rialéw przy uzyeiu fal ultradzwickowych,

W dotychczasowych defektoskopach stosuje
si¢ Iampy elektronowe. Powoduje to duze wy-
miany i ciezar defektoskopu, a takze koniecz-
no&é stesewania duzych mocey elektrycznych do
zasilania aparatu, co w wielu przypadkach ogra-
nicza mozliwoeSeci stosowania tego przyrzadu.

Niedogodnesci powyzsre usuwa W znacznym
stopnia defelrtoskop ultradiwiekowy wykeonany
z zastesowaniem tramzystorow. ’

Na rysunku fig. 1 przedstawia generator im-
pulséw defektoskopu, fig. 2 — nadajnik defekto-
skopu, a fig. 3 — sposéb polgczenia nadajnika,
odbiornika i przetwornika defektoskopu ultra-
divnekmego

*) Wiasciciel wynalazku o§wiadczyl, Ze twoér-
cami wynalaskw sg dr in®. Leszek Filipezynski
i Jan Salltowsii.

Prawidlowa praca defektoskopu wymaga syn-
chronizacji nadajnika, podstawy czasu, wskaz-
nika oraz znacznik6éw odlegtosci z okreslona cze-
stotliwo$cig powtarzania.

Do wytworzenia czestotliwo$ci powtarzania
oraz impulséw wyzwalajgcych pozostale uklady
proponuje sie wedlug wynalazku zastosowanie
multiwibratora (fig. 1) wykonanego na tranzy-
storach 1 i 2 w uktadzie ze wsp6lnym emiterem,
przy czym w obwodzie emitera tranzystora 2

_zastosowano obwod elektryczny 3. Powstajace

podczas pracy multiwibratora drgania obwodu
wykorzystuje sie do wytworzenia znacznikéw
odlegtosci lub teZ do wytworzenia bezpoSrednio
wzglednie przy pomocy dodatkowego uktadu
impulséw nadawczych wielkiej czestotliwosci.

Mozna tez w celu podtrzymania powstajacych
w obwodzie 3 drgan zastosowaé¢ wedlug wyna-
lazku dodatkowy tranzystor 4. Tranzystor ten
pracuje w ukladzie dodatniego sprzezenia
zwrotnego przez odprowadzenia pradu z ecewki



obwodu 3 do bazy tranzystora 4 i przez dopro-
wadzenie pradu do obwodu 3 poprzez emiter
tegoz tranzystora. W ten sposéb uzyskuje sie
przebieg sinusoidalny, ktéry brany np. z zaci-
sku 5 przeksztalca si¢ na -przebieg znacznik6éw
czasu w tranzystorowych ukladach wzmacnia-
jacych lub tez przy pomocy multiwibratora
tranzystorowego albo diod pélprzewodniko-
wych.

Do wytworzenia impulséw wielkiej czestotli-
wosci, ktére doprowadza sie do przetwornika
ultradZwiekowego, mozna stosowaé tranzystor
w ukladzie generatora samodlawnego.

Innym znacznie prostszym rozwigzaniem we-
dlug wynalazku jest nadajnik (fig. 2), w ktérym
tranzystor 8 ma w obwodzie kolektora zalgczo-
ny obwéd wielkiej czestotliwo$ci 6. Do wejscia
9 tranzystora przylozony zostaje impuls ¢ stco-
mym czole, ktéry pobudza do drgan gasngcych
obw6d 6. Impuls wielkiej czestotliwo§ci, pow-
stajacy w ten sposéb w obwodzie 6, doprowa-
dzony zostaje z zacisku 7 do nadawczego prze-
twornika ultradzwiekowego.

Gdy defektoskop ultradzwickowy (fig. 3) pra- .

cuje na jeden przetwornik 11 nadawczo-odbior-
czy, woéwczas bezposrednio po impulsie nadaw-
czym wytworzonym w nadajniku 12 wystepuje
pewien okres znieczulenia defektoskopu, pole-
gajgcy na zmniejszeniu wzmocnienia odbiorni-
ka 10. Przyczyng tego zjawiska jest detekcja
impulsu nadawczego o duzej amplitudzie, wy-
stepujagca W poszczegblnych stopmiach odbiorni-
ka wskutek nieliniowych wtasnoS$ci tranzysto-
réw. Powstajace wskutek tego napiecia i prady

malej czestotliwoSci zanikajg z predko$cig za- -

lezng od stalych czasu ukladéw zastosowanych
w odbiorniku 10 i przesuwajac punkty pracy
zastosowanych tranzystoréw powodujgq znieczu-
lenie defektoskopu.

Detekicje te wystepujaca w obwodzie wejécio-
wych tranzystora eleminuje sie wedlug wyna-
lazku przez galwaniczne zalaczenie cewki do
zaciskéw wejSciowych tranzystora. Cewka ta
zwiera napiecia malej czestotliwosci powsta-.
jace wskutek detekcji. Dzigki temu usuwa sie
zjawisko znieczulenia defektoskopu, powstaja-
ce pod wplywem nadawiczego impulsu.

Detelocje, ktora powstaje w pierwszym stop-
niu odbiornika mozna usungé przez galwanicz-
ne sprzezemie tranzystorowego wejscia odbior-
nika z nadajnikiem. Ten sam sposéb mozna za-
stosowaé miedzy poszczegdlnymi stopniami od-
biomika. W celu zabezpieczenia pierwszego
tranzystora przed przecigzeniem mozna w tym

przypadku w szereg z wejsciem tranzystora za-
laczyé opér ograniczajacy jego prad.

Detekcja impulsu nadawczego moze powstaé
roéwniez wskutek zalgezenia kondensatoréw
bocznikujacych oporncéei w obwodzie bazar
emiter. ' W celu unikniecia znieczulenia odbior-
nika spowodowanego ta przyczyna proponuje
si¢ stosowanie w obwodzie baza-emiter opor-
no§ci rzeczywistych wzglednie indukeyjnosci,

‘mimo Zze moze to utrudnié wybér odpowiednie-

go punktu pracy tranzystora.

Odbiornik defektoskopu, ktéry ma pracowaé
w szerokim zakresie czestotliwosci, wykonuje
sie W ten sposdb, ze cewki zastosowane w ob-
wodach wejéciowych tranzystoréw zestrofjone
53 z pojemno$ciami na rézne rczestotliwosci. W
ten sposéb uzyskuje sie szercka wstege odbior-
nika. Pod wplywem impulsu nadawczego, kt6-
ry ma duzg stromo$é, najwicksza z cewek Wpa-°
dajac w drgania wlasne powoduje znieczulenie
odbiornika defektoskopu na pewien wzgledmie _
diugi okres czasu. . y

Nledlogodtnoéé te usu'wa defek'tosko'p wed!swg
wynalazlm dzieki - ‘zastosowaniu sprzezenia po-
Jenmoécwwo-opowwego zamiast najwiekszej
cevsfkti odbiornika. Przy odpo'w1ed!mm doborze
elememtdw tego sprzezénia mozna uzyskaé
skrécenie okresu znieczulenia defektoskopu.

Zastrzezenia patentowe

1. Defektoskop ultradZwiekowy, znamienny
tym, ze ma multiwibrator (fig. 1) wykona-
ny z tranzystoréw (1, 2) w ukladzie ze
wspélnym emiterem, przy czym w obwodzie
emitera jednego z tych iranzystoréw . zalg- -
czono obwé6d (3) zlozony z indukcy.jnoéci i
pojemnoéci.

2. Defektoskop ultradiwm’kowy wedlug zastrz. ‘
1, znamienny i{ym, ze obwé6d (3) jest polg—
czony z bazg tranzystora (4), a emiter tegoz

" tranzystora polaczony jest z odczepem in- .
dukpyjnoéci bedacej czesciag obwodu (3). :

3. Defektoskop ultradZwiekowy wedlug  zastrz.
1, znamienny tym, Zze nadajnik tranzystoro-
wy (fig. 2) ma w obwodzie kolektora wlg-
czony obwéd elektryezny (6) zlozony z in-
dukcyjnodci i pojemnodci. .

4, Defektoskop ultradzwiekowy wedlug zastm.
1, znamienny tym, ze w jednym lub wiecej
stopniach odbiornika ma cewki zaljgczone

galwanicznie do zaciskéw wejSciowych tran-_..

zystora. .
5. Defektoskop u!:tradzwnekowy wedluﬂ zastrz\ -
1, znamienny tym, Ze miedzy nadajnikiem i

-2, ="

-



pierwszym tranzystorem odbiornika ma
sprzezenie galwaniczne,

. Defektoskop ultradzwiekowy wedlug zastrz.
1, znamienny tym, ze w jednym lub w wie-
cej stopniach odbiornika ma w obwodzie
tranzystora baza-emiter zalaczone opornofci
rzeczywiste lub opornosci rzeczywiste i in-
dukcyjnoéci.

7. Defektoskop ultradzwigkowy wedlug zastrz.

1, znamienny tym, Ze w jednym stopniu
odbiornika ma sprzezenie pojemnoéciowo-
oporowe, a W pozostalych stopniach ma
cewki galwaniczne przylaczone do zaciskéow
wejsciowych tranzystora.
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